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l. WSTĘP 2. PODZIAŁ ł OZNACZENIE 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiote m no rm y są wy­
maga nia i badania dotyczące fo lii offsetowej dwume­
tal owej . sporządzanej metodą elek trolit ycznego osadza­
nia na cylindrze warstwy mied zi. a na stępni e warstwy 
chrom u. stosowanej w technice drukowa nia offsetowe ­
go do spo rządza n ia wymie nialnych form drukowych. 
pozwalaj<lcych na uzyskan ie okolo 100000 odbitek dru­
karskich . 

2.1. Podstawowy podział i oznaczcrlie - wg S WW 
pod bran ża 0582-9. u zup e ł n ion e nazw<:l wyrobu. wym ia­
rami . grub ością i num erem normy. 

2.2. Przykład oznaczenia folii offse towej d wumetalo­
wej (0582-9) o wymiarach I 260X 1060 mm ( 1260X !()60) 
I grubośc i 0. 15 mm (0 . 15): 

SWW ,)SS2- l) 

1.2. Na zwy określenia wg BN-72/ 740 I-lO 
FOLIA OFFSETOWA DWUM lTJ\LOW A 1 260x I060·0.łS 

BN-x6/74J5-02 

i BN-7V740 1- 12. 
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3. WYMAGANIA 
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cd. wb. 

Lp. Właśc i wości 
Jednostk a 

W ymagania 
Sposób 

m Iary sp ra wd zen ia 

I 2 

f, Wygl;,d pOlVierzc hni lo lii 

7 Waci) niecl opusLcza l ne 

X K()l1scrwacja 

l, Pat rz In !ormac'jc dodatkowe p 6. 

'l Nic (\ o t y C7y 15 mm sl refy brzegowej . 

4. BADANIA 

4.1. Progra m badań 
4.1.1. Badania pełne o bejmują sprawdzanie wszy­

stkich wymagaIl poda nych w ro zd z. 3. 
Badania pełne należ y wyk onywać okresowo zgodnie 

z harmonogramem obow i ą zującym \V zakładzie pro ­
dukcyjnym oral przy k ażdej zmianie parametrów pro ­

ces u galwanicznego, mate riałów i surowców. 
4.1.2 . Bada nia niepełne obejmują sprawd ze nia : 

a) wyg l ą du powierzchn i fo lii warstwy chromu (wg 
tab. lp. 6 ), 

b) występowania wad niedopuszc zal nyc h (wg ta b. 

lp . h 
c) ko n se rwacji powicrzch ni (wg tab. lp. 8). 

Badaniom niepełn Y lll pod lega k a żdy a rkus z fo lii . 
4 .2. Pobieranie próbek 
a) do bada ll pełn ych - wed ług przepi sów obowią­

zui clcyc h u p ro ducenta \V zakre sie ko ntroli techn o lo­
gIczneJ, 

b ) do badaIl niepe łn yc h - ka żdy a rkusz folii. 

4 .3 . Opis badań 
4.3.1. Oznaczanie grubości warstwy chromu 

a) Metoda zalecana polega na wy korzystaniu zjawis­
ka wstec znego odbijan ia pro mi eni f3 poch odzącyc h ze 
ź ród eł radioaktywnych . Grubość powł o ki nal eż y ozna ­
Gać warstwomi e rze m izo to powymi) zgodnie z in struk­
cj<l o bsłu g i p rzy rzą du (zakres po mIaru od O do 10 pm . 

l, Pa lP In formacj e dodal K"we p. 6. 
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7<td rapan ia. dzi ury, mi ej sca 

sk (1 rocl owa ne, os tre pół k s i ęży-

co wa te wgięc ia o raz sm Ugl, ry-
sy i komet y powstające w pro-
cesle m i ed zi o wa n i a. które pod przez oględziny 

wzgl, dem i lośc i I wie l kości 

utrudniaj'l kopiowanie i druko-

wan ie 

powierzchnia lo li i (wars twa 
chromu ) p<Hvlllna b yć s la ra n-

111 e pok ryta warst Wi.J ko loidu 

ochronnego: za leca Się s toso-

wallIc gum y arabs kiej 

d ziałka na ska li co 0 , 1 pm, dokładność pomIaru 5% ). 
Na l eży wykonać co najmniej pi ęć oznaczaó w równ o ­

miernie ro złożon ych pun k tach ark us za fo lii. 
Za wynik kOIlcowy przyjąć średnią arytmetyczną pię­

c iu oznaczań o bliczo nych z dokładnośc ią do 0 , 1 pm . 
b) Metoda dopuszczalna - metoda całkowitego roz­

puszczenia wg PN-80/H -04605 rozd z. 3 z tą różnicą. 

że spodnią stronę i obrzeża prób ki nal eż. y za bezpieczyć 

przed rozpuszcze ni em la kierem kwasoodpornym , który 
po rozpuszczeniu chromu n a l e ż y zmyć odpowiednim 

ro zpuszcza I n i ki e m . 
4.3.2. Oznaczanie chropowatości powierzchni należy 

wykonać profil ografem l
) zgod nie z instruk cj ą obsługi 

przy rządu , w dwóch ki e runkach pros t o padł yc h do s ie­
bie na trzec h próbkach o wymiarach o kol o 20X20 mm, 

wyciętych z równomiernie rozłożonych miejsc arkusza 
folii. Wy niki oznaczaIl podać ja ko ś rednie a rytmet ycz ne 
od ch ylenie profi lu od linii ś redn i ej (Ra) oraz jak o naj­

w i ę k sza wyso k ość c hro powa tośc i (R"",J zgod ni e 
z PN-73/M-04251. 

4.4. Ocena wyników badań 
4.4.1. Ocena arkusza folii . Arku sz fo lii o ffse towej na­

leży uznać za zgodny z wymaga niami no rm y. jeże li 

wy niki wszystkich badaIl wg 4.1 są d od a tnie . 
4.4.2. Ocena partii. Parti ę fo lii o frset owej na leży 

uznać za zgodną z wymaga ni a mi norm y j eże li lic zba 

arku sz y wad liw ych nie przekroczy 4(fr,. 
4.5. Zaświadczenie o wynikach badań. Na ż'Idanie 

od bi orcy pro ducent powini e n dołą czyć zaś wi a d cze nie 

stwie rd zają ce zgodność folii z wymaganiami podan ymi 

w 4. I. 
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Informacje dodatk owe do BN-8617435-02 

INFORMACJ E DOD ATKOWE 

I. Instytucj a opracowująca normę - Ce ntraln y Oś rodek Badaw­

czo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego. Wa rsza wa. 

2. Normy i dokument y i:wiązane 

PN-XO/ H -0460 5 Oc h rona pr ~~r\ L ()rozj<!. O k reślenie grub ości powlok 

meta lowych metoda mi n i szczącym i 

P N- 7V M-0425 I S tru k tura geomet ryczna powierzchni. Ch ropowa­

tość powierzchni. Okreś len ia pod s tawowe i pa ra metry 

BN-g21740 1- IO Tec hni ka drukowania płas kiego. Wy ko nanie fo rm y 

drukowanej. Na zwy i okreś l e n ia 

BN-731740 1-12 Galwano techn ika poligraficzna. Nazwy i okreś l en i a 

Systematyczn y Wyka z W y robów T.I. G US . Wa rszawa: Wydawnic­

twa A kcydensowe, 1980 

3. Normy zagraniczne 

NR D TGL 36655 Bim etallfoli e n rur O ffse tdruc k 

4. Symbol wg SWW - ( 5)\2-9. 

5. Autorzy projektu normy - mgr Rysza rd God lewsk i, mgr i n ż. 

J adwiga Mu zycze k - Ce ntral ny Ośrodek Badawczo-Rozwoj owy 

Przemys iu Pol igra fi u ncgo. Warszawa. 

6, Za lecane przyrządy do badania grubośc i i chropowatośc i 

a) warstwomie rz izotopowy - G IL 41 (PRL). Betascope (RFN. 

USA), 

b) prorilogra r - Ho mme l T es ter t yp T -J (Austr ia), Tal ys urf 

(Wie lka Bryta nia), 

c) mi k rome:r ta rczowy do blach wg ZN-74/MPM/KPN-OI1663 

Katalog SWW 0943 .. Narzędzia" to m 4 .. N;Hzęd zia pomi arowe do 

długości i kąta" . WPM .. W EMA " , Warszawa 1979 , karta 11 - 14/79 

lub in ne, ale o ta ki ej sa m ej dokładności pomiarów jak podana 

IV nini ejszej normie. 

7, Producenci i d ystry butor 

a) Zakłady Wk łęsłodrukowe RSW .. Prasa-Książka-Ruch ", War-

szawa . 

bl Państ wowa W ytwó rnia Papierów Wa rt ościowych , Wa rszawa. 

cl Drukarn ia W ydawnicza im . W .L. A nc zyca, Kra ków (Ila po­

trzeby własne). 

d) Łód z ki e Za kłady Gra fi czne. ul. PKWN IX (na po trzeby wł a­

sne ). 

e) Cent rala Zaopa trze ni a Przem ysłu Po lig ra Ciczn ego .. Techno­

graC". 
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